Cevre ve Sehircilik Bakanligindan:

SUREKLI EMISYON OLCUM SISTEMLERI TEBLIGI

BIRINCI BOLUM
Amag, Kapsam, Dayanak, Tanimlar, ilkeler
Amacg
MADDE 1- (1) Bu Tebligin maksad; stirekli emisyon dl¢lim sistemlerinin kurulmast,
isletilmesi ve kalite giivence sisteminin olusturulmasi ile ilgili uyulmasi gereken usul ve
esaslar diizenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Teblig, 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayili Cevre Kanununa
dayamlarak gikarilan ydnetmelikler ve Mahalli Cevre Kurulu kararlarina gore stirekli emisyon
6lgiim cihazi kurulmasi zorunlu olan tesislerde tabi olunacak hukuki ve teknik sorumluluklan
kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Teblig, 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yiirtirltige giren Cevre Kanununca Alinmasi Gereken Izin ve Lisanslar Hakkinda
Yonetmelik, 3/7/2009 tarihli ve 27277 sayili Resmi Gazetede yayimlanarak yliriirliige giren
Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontrolii Yonetmeligi, 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayil
Atiklarin Yakilmasma [liskin Yonetmelik ve 8/6/2010 tarihli ve 27605 sayili Resmi Gazetede
yayimlanarak yiriirlige giren Biiyik Yakma Tesisleri Yonetmeligine dayanilarak
hazirlanmugtr.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebhgm uygulanmasinda;

a) Bakanhk: Cevre ve Sehircilik Bakanligini,

b) Birinci Seviye Kalite Giivence Sistemi (KGS1):Sirekli emisyon 6lglim
cihazlarimn performans kriterleri ve test yontemlerinin TS EN 15267-3 standardina, belirsizlik
hesaplanmin ise TS EN ISO 14956 standardina gére hesaplanmasinin saglandigt TS EN 14181
standardinda yer alan QAL1 ydntemini,

¢) CUSUM testi: Kayma miktarinin ve degisimin KGSI siiresinde elde edilen
belirsizlik bilesenleri ile karsilagtirildigi hesaplama yéntemini,

¢) Degiskenlik: SRM ile SEOS arasinda yapilan kargilagtirmah Slgiimlerden elde edilen
farkliliklarin standart sapmasini, .

d) Ekstraktif olmayan SEOS: Numune 6l¢iimiinii baca igerisinde yapan sistemi,

¢) Ekstraktif SEOS:Numunenin baca igerisinde orneklenerek analizére tasindign
sistemi,

f) Emisyon Limit Degeri (ELD): [lgili mevzuatinda atmosfere salinmmina miisaade
edilen en yiiksek kirletici konsantrasyonunu, )

g) Fizibilite Raporu: Bu Tebligin Ek 2’sinde yeralan SEOS’iin uygulanabilirlik
raporunu,



g) Ikinci seviye kalite giivence sistemi (KGS2): SEQS’iin uygun kurulumundan sonra
isletmeye alinmadan ¢nce, SRM’lerle yapilan paralel 6lgtimler sonucu kalibrasyon fonksiyonu
olusturma yéntemini,

h) Isletme: SEOS kurulmas: gereken tesislerin biltiiniinti,

1) Islevsellik testi Kalibrasyon yapilmadan once SEOS’tin dogru kurulup
kurulmadigmin kontrol edilmesini,

i) Kalibrasyon: Olgiim cihazlarindan elde edilen verilerle, SRM’lerle olugturulan
verilerin kargilastiriimasi iglemini,

i) Kalibrasyon fonksiyonu: SRM ile SEOS’tin paralel okudugu degerlerden ortaya
cikan dogrusal baglantiyr,

k) Referans malzeme: Degeri bilinen, izlenebilir sertifikali malzemeyi,

1) Shewart Kontrol Cizelgesi:KGS1’den elde edilen kayma ve duyarliik bileseni ile
belirsizligin birlestirildigi ve sahada elde edilen bilesik kayma ve duyarlilik ile karsilastirilan
kontrol ¢izelgesini,

m) Sifir okuma: Sifir derigimde yapilan okumays,

n) Span okuma: Referans malzeme ve/veya gazlarla yapilan okumays,

0) Standart Referans Metot (SRM): Stirekli 6lgiimleri yapilan emisyonlarm, belirli
periyotlarla kargilagtirma 6lgiimlerinin yapildig, referans olarak kabul edilen ve bu Tebligin
Ek-1"inde yer alan 6lgtim metotlarin,

6) Siirekli Emisyon Olgiim Sistemi (SEOS):Emisyonlarm siirekli izlenmesi
maksadiyla kurulan 6l¢tim sistemini,

p) Tedarikei: SEQS {in kurulumunu yapan firmayi,

r) Tesis: SEOS kurulmas: gereken her bir emisyon kaynagini,

s) Uciincii Seviye Kalite Giivence Sistemi (KGS3): SEOS’tin normal ¢alisma
kogullarinda sifir ve span olglimlerle yapilan fonksiyon kontrolleri sonucu KGS2’de
olugturulan kalibrasyon fonksiyonunun gegerliliginin kontrol edilmesin,

5) Yetkili laboratuvar: 05/09/2008 tarih ve 26988 sayih Resmi Gazete'de
yayimlanarak yiiriirliige giren Cevre Olgiim ve Analiz Laboratuvarlar Yeterlik Yonetmeligi
hitkiimlerine uygun olarak bu Teblig’de belirlenen sistemlerden ve TS EN 14181
standardindan yetki alan laboratuvarlari,

t) Yilhk Gegerlilik Testi (YGT): SEOS’iin yilhk olarak SRM’lerle yapilan paralel
dlgiimler sonucu KGS2’de olugturulan kalibrasyon fonksiyonunun gegerli oldugunun
dogrulanmasin,
ifade eder.

IIkeler

MADDE 5 - (1) Bu Teblig uygulanirken;

a) Tedarik¢i firma ile yetkili laboratuvar farkli dzel veya tiizel kisilikler olmak
zorundadr,

b) KGS2 ve YGT 6lgiimleri SEOS bulunan isletmelerin kendi biinyelerinde kurulu
laboratuvarlarinda yapilamaz,

¢) SEOS’tin kurulumunu yapan tedarikgi firma ile galiganlar ve/veya hissedarlarmmn
ortak oldugu yetkili laboratuvar, ayni tesiste KGS2 ve YGT dl¢limlerini yapamaz.



IKiINCi BOLUM
Gorev, Yetki ve Sorumluluklar

Bakanhigin gorev ve yetkileri

MADDE 6 - (1) Bakanlik gerekli gordiigii takdirde;

a) KGS2, KGS3 ve YGT raporlarinin degerlendirilmesi sonucunda, emisyon teyit
olctimii isteyebilir.

b) Bu Tebligin Ek 1’inde yer alan SRM’lerde degisiklik yapabilir, bu degisiklikleri bir
genelge ile bildirir.

¢) SEOS ile ilgili her tiirlii denetimi yapmaya ve idari yaptinim uygulamaya yetkilidir.

¢) Bazi isletmelerin fizibilite raporunu inceler, yerinde denetler ve uygunlugunu
onaylar.

Valiligin gorev ve yetkileri

MADDE 7 - (1) Valilik;

a) SEOS ile ilgili her tiirlii denetimi yapmaya ve idari yaptirim uygulamaya yetkilidir.

b) Isletmenin fizibilite raporunu inceler, gerekli gormesi halinde yerinde denetler.

¢) Fizibilite raporunu en geg iki ay igerisinde degerlendirerek isletmeye olumlu veya
olumsuz cevap verir.

¢) Onaylanmus fizibilite raporu ve KGS2 raporlarini inceler ve Bakanliga sunar.

d) YGT raporlarini inceler ve Bakanliga sunar.

e) Gerekli gdrmesi durumunda emisyon teyit Sl¢timil ister.

Isletmenin yiikiimliiliikleri

MADDE 8 — (1) isletme sahibi;

a) 13.Maddeye uygun olarak SEOS’{i seger,

b) SEOQS’iin fizibilite ¢alismasi, kurulumu ve isletilmesiyle ilgili her tiirlii bilgi ve
belgeyi kayit altina alir.

¢) SEOSiin kurulacag: tesis igin, bu Tebligin Ek 2’sinde belirtilen formata uygun
olarak fizibilite raporunu hazirlar veya hazirlatir.

¢) Numune alma noktalari agar, platformu kurar, i sagligi ve giivenligi sartlarnin
saglanmasina iligkin her tiirlii tedbiri alir.

d) SEOS ve ilgili diger ekipmanlarin kurulumunu yapar veya yaptirir.

¢) KGS2 ve YGT’yi Bakanlikga yetkilendirilmig laboratuarlara yaptirir.

f) Bu Tebligin yiikiimlitliikklerinin yerine getirilmesi i¢in isletmede, SEOS’ten sorumlu
olmak iizere, {iniversitelerin en az 4 yillik egitim veren miihendislik fakiilteleri ile fen
fakiiltelerinin fizik ve kimya bdliimlerinden mezun, personel bulundurur.

g) Ayda en az bir defa olmak iizere KGS3 6l¢iimlerini yapar veya yaptirir ve kayitlanni
tutar.

g) Fizibilite raporunun Valilik tarafindan onaylanmamast durumunda, en fazla bir ay
icerisinde eksiklikleri tamamlar ve Valilige yeniden bagvurur.

h) Fizibilite raporu Valilik tarafindan onaylandiktan sonra sistemi kurar ve KGS2
dl¢limiinil yaptirir, sonug ve raporlarii en geg dort ay igerisinde Valilige sunar.

1) YGT raporlarini en geg iki ay igerisinde Valilige sunar.

i) Disaridan hizmet ahmi yoluyla sagladigr tiim ig ve islemlerden Bakanliga karsi
sorumludur.

j) Kurulan cihazlarda, 6l¢tim araliuny, ilgili prosese uygun seger.



Yetkili laboratuarm yiikiimliiliikleri
MADDE 9 — (1) Yetkili Laboratuar, islevsellik testi, KGS2 ve YGT 6l¢timlerini yapar
ve raporlan hazrlar.

UCONCU BOLUM
SEOS Kurulma Hazirhg:

Caliyma platformu

MADDE 10 — (1) Calisma platformunun;

a) SRM’ler kullamlarak yapilacak paralel dlgtimler ile cihaz bakimmm rahatlikla
gerceklestirilmesine 1mkan verecek sekilde, SEOS’e kolay ulagilabilir nitelikte olmast.

b) En az 5 m” olmak sartiyla genisligi, en az baca et kalinlig1 dahil baca yangapindan
0,5 metre fazla olmasi,

¢) Her bir cihazin yerlestirilecegi alaninin taslma yiikii en az 400 kg olacak sekilde
tasarlanmasi,

¢) Bacaya ¢ikilan merdivenleri i¢in gerekli tiim emniyet tedbirlerinin alinmast,

d) Bacaya c¢ikan merdivenlerinin yeterli geniglige sahip olmasi ve korkuluklarmmn
bulunmast; korkuluklarn en az 0,5 m yiikseklikte ve en az 0,25 m genislikte diigey taban
tahtalarina sahip olmasi, korkuluklarin giris deliklerine gére kullanilan cihazlardan uzak olacak
sekilde yerlestirilmesi, numune alma donaniminin takilip-gikarilmasim zorlastiran engellerin
bulundurulmamasi,

e) Merdiveninin basinda merdiveni kesen skiilebilir zincir veya kendiliginden kapanan
kapilar1 bulunan korkuluklarin bulunmast,

f) A¢ik havaya maruz kalacak elektrik prizlerinin, figlerinin ve donanmmmin su
gecirmez Ozellikte olmast,

g) Olgme yerinin yapay olarak aydinlatiimasi ve havalandiriimasi,

8) Elektrik, su, basing ayar1 yapilabilecek diizenekle donatilmis nemi alinmus ve filtre
edilmis sikigtirlmig hava gibi ihtiyaglarla ilgili tedbirlerin alinmast,

h) Gereken durumlarda donanimin kaldirilmas: ve indirilmesi igin yiik asansorlerinin
bulunmasi,

1) Acik havaya maruz kalmas: durumunda, personel ve donamum ig¢in uygun koruma
tedbirlerinin alinmas:

zorunludur.

Olgiim diizlemi ve numune alma noktasi segimi

MADDE 11- (1) SEOS; ¢lciilen gaz bilesimini temsil edecek bir konuma miimkiin
oldugu kadar elverigli bir sekilde yerlestirilmelidir.

(2) SEOS"iin numune alma noktasi, akis yoniinde bir degisiklige sebep olabilecek fan,
dirsek, kismen kapali kapaklar ile kavislerin oncesi ve sonrasindan miimkiin oldufu kadar
uzaga yerlestirilir.

(3) Numune alma noktasi, baca tepesinden bes hidrolik ¢ap asagida ve homojen akigin
bagladig1 yerin bes hidrolik cap yukarisinda yeterince yiiksek ve homojen gaz hizi olan bir
yerde segilir. Ancak baca caplarmin Sekil 1°de tarif edilen numune alma hatt1 ve diizleminin
secimine imkan tanimayacak derecede genis olmasi durumunda, numune alma hatti ve ditzlemi
EPA Metot 1’¢ uygun olarak segilir.



Numune alma hatti
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2 Numune alma diizlemi
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Sekil 1: Numune alma hatt1 ve diizlemi

(4) Numune alma diizlemi baca kanalimin diiz uzun kenarina dik olarak yerlestirilir.

(5) Numune alma diizlemine giivenli bir ¢alisma platformundan kolayca ulagilir olmasi
zoruntudur. ‘

(6) Sekil 2°de gosterildigi iizere, SRM’ler ile yapilacak paralel Sl¢iimler i¢in numune
alma noktalar1 miimkiin oldugu kadar yakina konulur; ancak numune alma noktasi, SEOS’iin
yeri ile hiz 6lgtimiiniin yapildig1 yer arasinda yukan veya agag: yonde {i¢ hidrolik ¢aptan daha
fazla uzaga konulamaz.

1 Referans Metod

2) Ekstraktif olmayan 6l¢tim cihazi
Do I R | 3) Ekstraktif 6l¢tim cihazi

4) Hacimsel debi 6lgtimii

. _ i D: Hidrolik gap

Ii

Sekil 2: Numune alma noktalart

(7) Kargilastumal: ve sirekli olgtimlerin birbirleri tizerinde yaratabilecegi her tirli
etkinin dniine gegilir.

(8) SEOS ve SRM’ler ile yapilacak 6lgtimlerde numune alma noktalar Sekil 3’te
verilen drnekteki gibi olur.
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Sekil 3: Numune alma noktalari i¢in drnek yerlesim plani
a)  Ustten goriiniig b) Yandan goriinig

A Olgtim hatts, 6lgtim plant

S Ol¢tim Noktast S6 HCI, HF, Toplam Karbon, su buhart SEOS
S1  Referans Metod S7 Referans Metod

S2  Referans Metod S8  Hacimsel debi SEQOS (Transmitter)

S3  Toz SEOS (opticalmetod) S8a Hacimsel debi SEOS (Receiver)

S3a  Toz SEOS (reflektor) S9  Sicaklik

S4 S0,, NO, 0, SEOS S9a Basing

S5 Referans Metod

Numune alma sistemi

MADDE 12- (1) Numune alma sistemi agagidaki 6zellikleri tagir:

a) Yatay bir boru iginde yiiksek hizlarda bile toz ¢okeltileri olugabileceginden ve toz
dapihimlar1 diizensiz olabileceginden tozun siirekli dlgillmesi i¢in yatay borular yerine dikey
olanlar segilir.

b) Ekstraktif numune alma cihazlarninda tepki siirelerinin kisa olmasmi saglamak
maksadiyla numune alma yolu miimkiin oldugunca kisa tutulur.

¢) Korozyon, sinerjik etkiler, bilesenlerin reaksiyonlari, bozunmalari ve adsorpsiyonlari
numunenin yapisini etkileyebileceginden, malzeme ve 6lgiilen bilesen arasindaki etkilesimlerin
oniine gegmek maksadryla emisyon 6lgiim cihazinn tiim gaz iletim hatlan ve diger bilesenleri
uygun malzemeden yapilir.

¢) Numune alma boru ¢apt ve boyutu, cihazlara yeterli beslemeye imkan verecek akis
hizini saglamak zorundadir.

d) Ekstraktif numune alma isleminde gazlar cihaza taginmadan 6nce, aerosoller,
pargacikh madde ve diger bozucu maddeler uzaklastirilmak zorundadir.



e) Ekstraktif numune alma isleminde, gazlar, problar, filtreler ve numune gazim
numune gazi sogutucusuna baglayan hat, dlgiilen bilegenin yogunlasma noktas: sicaklifimn
iizerinde olacak sekilde 1sttilir, Isitmali hattin, isitict kontrol mitesinin verileri siirekli
kaydedilir. Hattin isitmasinda ariza olmasi durumunda, sistem, numune almay: durduracak
sekilde tasarlanr.

f) Numunenin hatta kalma zamanini azaltmak igin gerekli tedbirler alinur.

g) Pompalar, sistemdeki borudan stirekli numune almak igin kullanilacak yapida olmak
zorundadir.

) Pompa, korozyona direngli bir metalden yapilmis olmak zorundadir.

h) Pompa kapasitesi, analizérlere gerekli akislari, £% 10 smrlan iginde saglayacak
biiyiiklitkte olmak zorundadur.

1) Sitrekli iz 6lgiimleri i¢in kullanilan pitot tiipiiniin sifir ayar: yapilir ve pitot tiipil, gaz
akig yoniine gore 15°1ik bir ag1y1 agmayacak sekilde hizalanarak kurulur.

i) Siirekli hiz 6lgiimlerinde kullarlan pitot tiipiiniin kurulumu esnasinda tiirbiilansli akis
yoniiniin belirlenmesi testi yapilarak, baca gazi hiz profili ¢ikartilr.

i) Optik 6lgiim yontemleri kullamldiginda, diganidan gelen 1sigin etkisi ve cihaz
montajimn sapmasinin Snlenmesi ile ilgili her tiirld 6zel sart géz 6niinde bulundurulur.

k) Baca gapina bagli olarak tek ya da ¢ok noktali pitot tiipii ile iz 6lgiimleri stirekli
olarak izlenir. Cok noktali pitot tiipii kullamhyorsa, ortalama iz 6l¢tim verileri bilgisayara
kaydedilir.

1) Hiz &lgtimlerinde pitot tiipti yerine uluslararasi kabul edilmis yontemlere gore dl¢iim
yapan cihazlar da kullanilabilir.

m) Kiitlesel debi hesaplarmnda diizeltilmesi gerekli olan nem, siirekli olarak izlenerek
bilgisayara kaydedilmek zorundadir.

SEOS’iin secimi ve KGS1

MADDE 13- (1) SEOS’te kullanilan analizorlerin TS EN 14181 standardi QALL’e
gére onaylanmis, uluslararast kabul gormils sertifikalandirma kurum/ kuruluslan tarafindan
sertifikalandinimig olmasi zorunludur.

(2) SEOS’te kullamlan analizérlerin performans kriterleri ve test ydntemlerinin
TS EN 15267-3 standardma uygun olarak yapilmas: ve bu standarda gore uluslararast kabul
g6rmiis sertifikalandirma kurum/kuruluglan tarafindan sertifikalandirilmast zorunludur.

(3) SEOS’te kullanilan analizorlerin TS EN 14181 QAL1’e gire belirsizlik hesaplanimn
EN ISO 14956 ve/veya TS EN 15267-3 standartlarina gore hesaplanmasi ve uluslararast kabul
g6mmis sertifikalandirma kurum/kuruluglan tarafindan sertifikalandmlmas: zorunludur.

DORDUNCU BOLUM
SEOS Kurulumu

ikinci seviye kalite giivence sistemi

MADDE 14 -(1) ikinci seviye kalite giivence sistemi, SEOS’iin kurulumundan sonra,
SRM’ler ile paralel olgtimlerin yapildigi, SEOS’tn kalibrasyon fonksiyonunun ve
gegerliliginin belirlendigi is ve iglemleri kapsar.

(2) KGS2’de sirasiyla;

a) Islevsellik testi,

b) SRM’ler ile paralel dlglimler,

¢) Verilerin degerlendirilmesi,

¢) SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonu ve gegerliliginin belirlenmesi,

d) Degiskenligin hesaplanmasi,

e) Degiskenlik testi,

f) Raporlama

yaplir.

(3) KGS2 en az bes yilda bir yapilir. Ancak, Bakanhigin gerekli gormesi halinde bu stire
kisaltilabilir.



islevsellik testi

MADDE 15 — (1) [slevsellik testi yetkili laboratuar tarafindan yapilr.

(2) Islevsellik testi, kalibrasyon ve degiskenlik testleri yapilmadan Snce SEOS’in
dogru olarak kurulup kurulmadigini kontrol etmek igin yapilir.

(3) Ekstraktif ve ekstraktif olmayan SEQS igin uygulanacak islevsellik testi Tablo 1’de
belirtildigi gibi uygulanir.

Tablo:1

Islevsellik Testi

KGS2
Ekstraktif Ekstraktif Olmayan
Yapilacak Islemler SEOS SEOS
Gorsel Ayarlar X
Ve Cihaz Temizligi
Numune Alma
Sistemi

Belgeleme ve Kayitlar
Hizmete Elverislilik

»

Sizdirmazlik Testi
Sifir ve
Span Kontrolleri

Dogrusallik

Sistemin Cevap
Siiresinin Kontrolii
Raporlama

L ope | | e R R )

MM R | e

a) Gorsel ayarlar ve cihaz temizligi kapsaminda;

1) Olgiim analizorii i¢ kontrolii ve 1s1tma sistemni gibi bilegenlerinin kontrold,

2) Optik yiizeylerin temizligi,

3) Hava temininde kagak olup olmadiginin kontrolil,

4) Optik yoldaki aksakliklarin kontrolii,

SEOS’iin kullamm kilavuzundaki bilgilere uygun olarak gorsel kontrolleri yapilir.

b) Numune alma sisteminin;
1) Numune alma probu,

2) Gaz sartlandirma sistemi,
3) Pompalari,

4) Tiim baglantilari,

5) Numune hatt,

6) Giig kaynaklar,

7) Filtreleri

gorsel olarak kontrol edilir.



¢) Belgeleme ve kayitlar;

1) Cihazlarla ilgili her tiirlii kullanim kitapgig,

2) Her tiir ariza, hata, yapilan isler ve alinan onlemleri yazmak igin giinlitk ariza-bakim
defteri,

3) Teknik servis raporlar,

4) Bakim, kalibrasyon ve egitim igin yonetim sistemi yontemleri,

5) Egitim kayitlar,

6) Bakim, onanm planlari,

7) Yapilan kontroller ile ilgili kayitlar
giincel ve ulagilabilir olacaktir.

¢) Hizmete elverislilik bakimindan;

1) SEOS iin bulundugu noktada ¢aligmak igin yeterli alanin yaminda giivenli ve temiz ¢aligma
sartlarinin, .

2) SEOS’e kolay ve giivenli utagimin,

3) Yeterli miktarlarda referans malzeme, arag ve yedek parga stofunun,

4) KGS2 ve KGS3 testlerini etkili bir gekilde uygulamak igin gerekli sartlarin
saglanmasi zorunludur.

d) Sizdirmazhik testi kapsaminda, tiim numune alma sisteminin kacak testi SEOS kullamm
kilavuzlarina uygun olarak yapulir.

e) Sifir ve span kontrolleri kapsaminda;

1) Sifir ve test gazi kullamlarak sifir noktast ve span noktasi kontrol edilir.

2) Ekstraktif olmayan SEOS’de sifir ve span kontrolleri yapilirken, SEOS’iin 6lgim
noktasinda yeniden ayarlanmas: éncesi ve sonrasinda ve yeniden kurulmasindan sonra baca gazi
icermeyen bir referans malzeme kullamlur.

f) Dogrusallik testi kapsaminda;

1) Analizériin test sonucunun dogrusalligy, biri sifir gazi olmak tizere beg adet referans
gaz kullamlarak kontrol edilir.

2) Dért farkhi yogunluga sahip referans gaz ve sifir gazi dogrulanabilir bir miktara ve
kaliteye sahip olmak zorundadir. Gazlarn sertifikali olmas gerekir.

3) Gazlar, dort farkh gaz silindirinden elde edilebilir veya tek bir gaz yogunluguna
sahip silindirden kalibre edilmis bir seyreltme sistemi aracilifiyla farkh yogunluklarda
hazirlanabilir.

4) Cihazlarn testi, gaz yogunluklari, emisyon limit degerinin iki katinin yaklagik % 20,
% 40, % 60 ve % 80’inde olacak sekilde segilerek yapilir. Cihazlar, dogrusallik testlerinden
once sifir gaz verildikten sonra yukanda belirtilen konsantrasyonlarda gaz testlerinin
yapilmasini miiteakip sifir gazinm yeniden verilmesi suretiyle kontrol edilir.

5) Dogrusallik testi, saatlik kiitlesel debi sir degeri olup, konsantrasyon icin smir
deger bulunmayan parametrelerde cihaz lgiim arahigmm 0, % 20, % 40, % 60, % 80 oranlarina
karsilik gelen degerlerde yapilir.

6) Her bir farkli yogunluktaki gaz cihaza verilir. Ancak her farkli gaz verme araligy,
SE(OS"iin cevap zamaninin en az {i¢ katina esit bir siireden az olamaz.

7) Her bir gaz yogunlugunda en az iig okuma yapilir. Bu fi¢ okumanin her birinin
baslangici arasindaki siire, SEOS’iin cevap siiresinin en az dort kat: kadar olmak zorundadur.

8) Dogrusallik grafigi, sifir ile 4 farkli gaz yogunlugunu ifade eden (y) ile SEOS
okumalarina karsilik gelen (x) arasinda olusturulur. Her bir yogunluk igin SEOS’de 3 farkli
okuma yapilir. Bu okumalarin ortalamasi almarak regresyon egrisi olusturulur ve sapma
hesaplanr.

9) Dogrusallik testi hesaplamalari, TS EN 14181 standardinin Ek B’sine gdre yapilir ve
belgelenir.



g) Sistemin cevap siiresinin kontrolii kapsaminda, SEOS’tin cevap siiresi kontrol edilir.
Cevap siiresi, KGS! stiresince belirlenen 6l¢iim degerlerini agamaz.

) Raporlama kapsaminda, islevsel testin sonuglar raporlanir, varsa hatalar kaydedilir.

(4) Islevsellik test raporunun herhan gi bir maddesinde u ygunsuzluk tespit edilmesi
halinde, SRM’ler ile yapilacak olan paralel olgimlere gegilmez. Iletme tarafindan
uygunsuzlugun giderilmesini miiteakip SRM’ler ile paralel lgtimlere baslanir.

SRM’ler ile paralel 6l¢iimler

MADDE 16 - (1) Islevsellik testi tamamlandiktan sonra, kalibrasyon fonksiyonunun
belirlenmesi icin SRMler ile agagidaki sekilde paralel Slgtimler yapilir:

a) SEOS kurulduktan sonra yetkili laboratuvar tarafindan SRM'’ler ile yapilan paralel
dlelimlerin sonucunda bir kalibrasyon fonksiyonu olugturulur.

b) Her bir kalibrasyon i¢in normal isletme kosullarinda en az on bes adet gegerli
karsilastirmah 6lgtim yapilir, Paralel dlgiimler en az ¢ giinde yapilir. Bu ti¢ giinliik siirenin
birbirini takip eden giinler olmast zorunlu degildir. Paralel dl¢timler, dort haftalik bir zaman
diliminde, sekiz ila on saatlik normal galigma saatleri igerisinde olacak sekilde tamamlamr. Bir
giinde yapilan §lgiimde §lgiim araliklar en az bir saat olabilir ve giin igerisine yaylir. Her bir
6lgiim igin numune alma siiresi, en az otuz dakika veya numune alma sistemi de dahil
SEOS’iin tepki siiresinin en az dort kat olmas gerekir.

¢) Paralel dlgiimlerin yapildigi bacada emisyon profilinin ELD’nin %30 altinda
seyretmesi durumunda, toz Sliimleri igin gerekli olan on beg adet paralel 6lgtim yerine toplam
dltim siiresi en az yedi saat otuz dakika olan bes paralel lgiim de yapilabilir. Bu olgtimler ¢
giine yayilarak gerceklegtirilir.

¢) Kalibrasyon fonksiyonu olusturulmas: iq:in yapilan paralel §lgtimlerin, tesisin normal
igletim stireleri agisindan genis bir zaman dilimi igin gegerh olmast ve ayni zamanda isletme
sartlarim da kapsamasi gerekir.

d) SEOS ve SRM’ler ile yapilan paralel dlgiimler siiresince her bir sonug,bir SEOS
Sl¢tim sinyali ve bir SRM ile &lgiilen degerden olusan bir 8l¢iim giftine karsilik gelir ve bunlar
ayn1 zaman aralifim kapsar.

¢) SRM’lerden elde edilen sonuglar ile SEOS’ler ile élgiilen sonuglar aym basing,
sicaklik ve nem sartlar1 altinda agiklanir. Kalibrasyon fonksiyonunu olusturmak ve degiskenlik
testini uygulamak icin SEQS ve standart sartlarda uygulanan diizeltmede yer alan tim ek
parametreler ve degerler her bir 6l¢tim ¢ifti igin elde edilir.

f) SRM’lerden elde edilen sonuclar, SEOS’lerden elde edilen diizeltilmemis sonuglar
gibi aym sartlar altinda agiklanr.

g) Belirsizliklerin asgari seviyeye indirilmesi maksadiyla, kalibrasyon esnasinda
oksijen, karbondioksit, sicaklk ve nem gibi diizeltmelerde kullanlan parametrelerin
belirlenmesi igin kullamlan dlgiim cihazlar1 da fonksiyon ve kalibrasyon konusunda testlere
tabi tutulur.

Verilerin degerlendirilmesi

MADDE 17 - (1) Verilerin hazirlanmasinda asagidaki usullere uyulur:

a) Kalibrasyon fonksiyonunu olusturmak ve degiskenlik testini uygulamak igin gerekli
veriyi saglamak maksadiyla asagidaki is akis semast takip edilir. Bu semada daire igerisindeki
her bir rakam iglem basamak sirasim gosterir.
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xii SEOS’den ¢lgiilen sinyalin degeridir. mA veya Volt cinsinden elektriksel bir birim
olabilecegi gibi mg/m’ cinsinden konsantrasyon birimi olarak da ifade edilebilir.

yi: SRM ile olgiilen degerdir ve mg/m’ cinsinden konsantrasyon birimi olarak ifade edilir.
SRM’ler ile dlgiilen degerler SEQS iin 6lgiim sartlarma déntistiiriilerek hesaplanir.

Kalibrasyon fonksiyonunun olusturulmasi

MADDE 18 — (1) Paralel élgiimlerden elde edilen degerlerle kalibrasyon fonksiyonu
olusturulur.

(2) Kalibrasyon fonksiyonu, dogrusal ve sabit artan standart sapma degerine sahip olup
yi= a+ bx; fonksiyonuyla tanimlanir.

a) Burada;

1) xi: SEOS’ten ol¢iilen sinyalin degerini, 1 <i<N, N>15,
2) yi: SRM’den olgiilen degeri, 1<i<N, N>15,
3) b: Kalibrasyon fonksiyonunun egimini,

4) a: Kalibrasyon fonksiyonunun kesigim noktasim

ifade eder ve
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degerleri hesaplamr.

(3) SRM’lerden olgiilen degerler standart sartlarda hesaplamir ve ysma (standart
sartlarda hesaplanan en biiylik konsantrasyon), ¥smn (standart sartlarda hesaplanan en kiictk
konsantrasyon) olmak tizere degerleri belirlenir.

a) ( Ysmax- Ysmin) farki ELD’nin % 15%inden bityiik veya esit ise asagidaki formiil

kullamlir:
5 S - D0 )
Z e —-Xx)?
a=y-bx

b) ( Ysmax- Ys,min) farki ELD nin % 15’inden kiigiik ise asagidaki formiiller kullanilir:.
~ ¥
b=7=7

~

a=-bZ
Z (Ofset): SEOS’tin sifir okuma degeri ile sifir arasindaki farktar.

SE(S’iin kalibrasyon fonksiyonu ve gecerliliginin belirlenmesi
MADDE 19 - (1) SEOS’den olgiilen her bir x; sinyali, asagidaki kalibrasyon
fonksiyonu ile kalibre edilmis §; degerine déntistiiriilir.
(a) §7=4 + b x; formiliinde;
1) $i: SEOS’iin kalibre edilmis degeri,
2) x;: SEOS’iin &lglilen sinyalini
ifade etmektedir.

(2) i, SEOS’den elde edilen kalibre edilmis l¢lim sonucudur ve gerekli belirsizlik
cikarilmadan elde edilir.

(3) Kalibrasyon fonksiyonu, tesisin gegerli kalibrasyon araliginda isletildigi hallerde
gegerlidir. Ge gerli kalibrasyon aralify, sifirdan §sma’a kadar kalibrasyon aralifim ve aym
zamanda % 10’luk kalibrasyon fonksiyonunun en yiiksek degetinin istindeki uzantiyr
tanmimlar.

(4) Tesis, kalibrasyon arahg disinda emisyon yaydiginda, sifir ve emisyon limit
degerinde SEOS’iin kalibre edilmis degeri ile esdeger SRM degerleri arasindaki sapma
hesaplanir. Sifirdaki sapma, emisyon limit degerinin % 10’unu gegemez.

Yeni bir kalibrasyon fonksiyonunun olusturulmas:

MADDE 20 - (1) Yeni bir kalibrasyon fonksiyonu;

a) Bir haftalik siirede standartlastirilarak kalibre edilmis degerlerin % 5’inden
fazlasinin, i ki YGT arasinda bes haftadan fazla stire igin gegerli kalibrasyon fonksiyonu
diginda kalmasi halinde,



b) Bir haftahk siirede standartlagtmlarak kalibre edilmis degerlerin % 40’indan
fazlasinin, gecerli kalibrasyon fonksiyonu diginda kalmasi halinde,

olusturulur, raporlanir ve uygulanir.

(2) Gergek deger, (9i5) nin gegerli kalibrasyon aralif: disinda kaldiginda ve ELD’nin
% 50’sinden daha diisiik oldugu durumda, yetkili kurum KGS2 yerine YGT nin uygulanmasi
i¢in isletmeye izin verir.

(3) Meveut kalibrasyon fonksiyonu yeni kalibrasyon fonksiyonu tamamlanana kadar
kullamlir.

(4) Raporlama siiresinde sadece kalibre edilmig degerler kullanilir.

(5) Yeni olugturulan kalibrasyon fonksiyonu alt1 ay igerisinde uygulanir.

Degiskenligin hesaplanmas:

MADDE 21 - (1) Degiskenlik hesaplanrken olgiimler, nem, sicaklik, basing ve oksijen
gibi parametrelerle standartlastinilir,

(2) Degiskenlik testi SEOS’den 6lgiilen kalibre degerleri tizerinde uygulanir. Boylece,
her bir paralel dlgim icin SEQS 6lciilen degeri ( §;) kalibrasyon fonksiyonu kullamlarak
hesaplanir. Bu durumda hesaplanan degiskenlik, maksimum standart sapma ile kargilagtinilir.

(3) SEOS 6l¢iim degerleri, SEOS degiskenlik testini gegtikten sonra yalnizca emisyon
limit degerlerine uyuldugunu gostermek igin kullamlir.

(4) SEOS, mevzuat ile uyum agisindan degiskenlik testini gegtiginde, degiskenligin
aralik boyunca sabit olacag diisiiniildiigiinden, emisyon limit degerlerinin belirsizligi igin
gerekli gartlara uyar.

(5) SEQS’den elde edilen degerler igin belirlenen en yiiksek belirsizlik tespit edilir.
Gerekli gorilmesi halinde, maksimum belirsizlik mutlak bir standart sapmaya (co)
doniigtiirtlir.

(6) Belirsizligin % 95’lik bir giiven seviyesinde ifade edilmesi durumunda, mutlak
standart sapmanin degeri, 1,96’ lik bir faktdr kullammuyla belirlenir.

(7) SEOS’iin belirsizligi, emisyon smir degerinin (E) bir yiizdesi (P) olarak % 95’lik bir
giiven araligiin yansi olarak belirtilir. Bu belirsizligi bir standart sapmaya donistiirmek igin
uygun doniigtiirme faktorii (PE/1,96) olarak kullanilir.

(8) Kalibrasyon fonksiyonu igin kullamlan en az on bes adet 6lgiim ¢ifti igin asagidaki
parametreler hesaplanir:

a) Burada;

1) yis: Standart sartlardaki SRM degerini,

2) §i5: Kalibre edilmis SEOS degerini,

3) sp: Paralel 6lgiimlerde D; farkhihiklarnin standart sapmasim
ifade eder.



Degiskenlik testi

MADDE 22 - (1) SEOS’in deg1§kenhk testini gegmesi i¢in sp deBerinin, ook,
degerinden kiigiik veya esit olmasi (sp<ooky ) gerekir.

(2)  Farkl sayilardaki paralel &lclimlere uygulanan ky degerleri agafidaki tabloda
verilmistir:

Paralel 6lgiimlerin
saylst ky
15 0,9761
16 -0,9777
17 0,9791
18 0,9803
19 0,9814
20 0,9824
25 0,9861
30 - 0,9885

(3) Kalibrasyon fonksiyonu ve depiskenlik testi hesaplamalari TS EN 14181
standardinin EK E’sine uygun olarak yapihr ve belgelenir.

Raporlama

MADDE 23 -(1) Ikinci seviye kalite giivence sistemi raporunda;

a) [sletme ve numune alma yerlerinin tanimi ve fotografi,

b) Isletmenin isletim sartlarmnin ve testler yapilirken isletmenin kullandigy yakitin veya
yakitlarin tanimi,

¢) Yetkili test laboratuvarlarimn ve 8lgiimleri yapan personelin isimleri,

¢) Yetkili test laboratuvariun EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesi ile Bakanliktan
almis oldugu yetki belgesi ve ekleri,

d) Kullanulan SEOS’iin tanimy, ltim arahii ve konumu,

¢) Kullamlan SRM’nin bir tamimy, 8lgitm aralip, dlgtim belirsizligi ve 6lgtim yapilan
standardin adi ile numarasi,

f) Paralel 6lgiimlerin tarihleri ve zamanlari,

g) SEOS ve SRM ile slgiilen tiim degerler hakkindaki detayli veri,

3) Kalibrasyon fonksiyonunu hesaplamak igin ve degigkenlik testini uygulamak igin
kullanulan tiim verileri igeren kalibrasyon fonksiyonu ve gegerli kalibrasyonu,

h) Gegerli kalibrasyon araligm igeren, paralel 8lgiimlerin x-y grafik gizelgesi,

1) Son yapilan islevsel testin sonuglan

ver almak zorundadur.

Ikinci seviye kalite giivence sisteminin tekrarlanmasi gereken durumlar

MADDE 24 — (1) Ikinci Seviye Kalite Giivence Sistemi yontemi;

a) SEOS’tin kurulu oldugu tesisin yakit ve/veya prosesinde, Cevre Kanununca Alinmast
Geteken Izin ve Lisanslar Hakkinda Yonetmelik hiikiimlerine gore alinmis olan izin ve lisansin
yenilenmesini gerektirecek boyutta degisiklik olmasi durumunda,

b) KGS2'de elde edilen kalibrasyon fonksiyonunu etkileyecek sekilde SEOS’te
degisiklik yapiimas1 durumunda,

¢) Gaz, stvi veya kati yakittan diger tip bir yakita gecis yapilmasi sebebiyle yil
igerisinde kullanilan alternatif yakit miktariin % 10’dan fazla olmasi durumunda,

¢) Birden fazla yakit karigimindan tek tip yakita ya da tek tip yakittan birden fazla yakit
karigimina gegilmesi halinde kullamlan alternatif yakit miktarmm % 10’dan fazla olmasi
durumunda,

tekrarlanir.



(2) Ikinci seviye kalite glivence sisteminin sonuglari, degisikliklerin ardindan alu ay
icerisinde Valilige sunulur. Bu siiregte yeni bir kalibrasyon fonksiyonu olusturuluncaya kadar
bir 6nceki kalibrasyon fonksiyonu gegerlidir,

BESINCi BOLUM
SE(S’iin Kontrolii

Ugiincii seviye kalite giivence sistemi ile ilgili genel hiikiimler

MADDE 25— (1) Uglincli seviye kalite giivence sistemi, ikinci seviye kalite giivence
sistemi yontemiyle SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonu belirlendikten sonra, isletme stiresince
SEOS’iin gegerli olan kalibrasyon araliginda kalip kalmadiginin kontrol edilmesi maksadiyla
uygulanan yéntemdir.

(2) KGS3 isletme sahibinin sorumlulugundadir.

(3) SEOS’e belli araliklarla sifir ve span okumalar yaptirilarak kayma ve duyarliliktaki
degisiklikler tespit edilir ve bu degerlerin KGS! siiresince belirlenen 6zellikler ile tutarli olup
olmadig1 kontrol edilir.

(4) Sifir ve span okumalari i¢in referans malzemeler kullanilir.

(5) Sifir ve span kontrolleri yapildiktan sonra okunan degerler, cihaz iizerinden referans
malzeme degerlerine ayarlanamaz.

(6) SEOS’tin kurulumundaki igletim sartlanni korumak maksadiyla KGS1 siiresince
belirlenen kaymanm ve duyarhligin kontrol altinda oldufunu dogrulamak i¢in kontrol
¢izelgeleri kullanilir. Kontrol ¢izelgelerinden elde edilen sonuca gore, SEOS’e bakimuin gerekli
olup olmadig belirlenir. Tki gesit kontrol ¢izelgesi kullanilabilir.

a) CUSUM Kontrol Cizelgesi,

b) SHEWART Kontrol Cizelgesi.

(7) CUSUM kontrol gizelgesi TS EN 14181standardinin Ek C’sine gére uygulanir.

Standart sapmanin hesaplanmasi

MADDE 26— ( 1)Standart sapma ssgos, KGS1 hesaplamala nndan elde edilir. Ssgos,
isletme sartlar: diigtintilerek hesaplanir. Standart sapma, TS EN 14181 standardinin EK F’sine
gire hesaplanr.

Kontrol gizelgelerinin belgelenmesi
MADDE 27 - (1) Kontrol ¢izelgesi hesaplamalart i¢in hesap ¢izelgesi kullanilir. Hesap
cizelgesi TS EN 14181 standardinin EK-H’sina gére diizenlenir.

SE(S’iin KGS3’de yapilmas) gereken bakim ve numune alma sistem kontrolleri

MADDE 28- (1) Ekstraktif olmayan numune alma sistemlerinde;

a) Optik yiizeyler temizlenir,

b) Sifir noktas: ve referans noktasi sinyalleri ile uygun olan yerlerde duyarlilik
kontrolleri yapilir,

¢) Filtreler temizlenir,

¢) Olgtim verisi kayitlar: kontrol edilir.

(2) Ekstraktif numune alma sistemlerinde;

a) Numune alma sisteminin isttmalt hattinin giris ve ¢ikis sicakliklar , hat uzunluguna
bagl olarak en az iki noktada kontrol edilir. Aradaki sicaklik farkinin yogusmaya neden olacak
seviyede oldugu durumlarda gerekli 6nlemler alinir.

b) Filtreler, ayrag soliisyonlan gibi sarf malzemeler degistirilir.



¢) Gaz ol¢timlerinde filtrenin pargaciklarla kirlenmemesi ve bu birikimlerin gazlarla
reaksiyona girerek hatali sonuglar vermemesi igin filtreler belirli araliklarla kontrol edilir.

¢) Numune gaz filtreleri temizlenir veya degistirilir.

d Kayit cihazlari kontrol edilir.

e) Yogusma sistemleri kontrol edilir.

f) Gaz tedarik hatlar ve sizint1 bilegenleri kontrol edilir.

g) Numune gaz1 akig1 kontrol edilir.

) Cihazin sifir noktasi ve duyarlilig1 kontrol edilir.

h) Pitot tiipleri belirli araliklarla temizlenir ve sifir ayarlar1 kontrol edilir.

1) Tesisin faaliyetinin sona ermesi ya da kapanmasi durumunda, tim numune gazi
hatlar etkisiz gaz kullanilarak temizlenir ve yogusma toplama kanallar bosaltilir.

ALTINCI BOLUM
SEQS’iin Yillik Kontrolii

Yillik gegerlik testi ile ilgili genel hiikiimler
MADDE 29— (1)YGT, yilda bir kere on iki ay ara ile yapilir. KGS2’de tespit edilen
kalibrasyon fonksiyonunun gegerli olup olmadigi kontrol edilir.

(2) YGT de sirastyla;
a) Islevsellik testi,
b) SRM ile paralel dlciimler,
¢} Verilerin degerlendirilmesi,
¢) SEOSiin kalibrasyon fonksiyonu ve gegerliliginin belirlenmesi,
d) Degiskenligin hesaplanmasi,
¢) Degiskenlik testi,
f) Raporlama
yapilir.

(3) Yillik gegerlilik testlerinde SRM ile en az bes paralel 6l¢lim yapilarak kalibrasyon
fonksivonu hesaplanir ve degiskenlik testinin performansi degerlendirilir.

(4) SEOS’iin kalibrasyon fonksiyonunun gegerli olmasi ve SEOS tin duyarliginn
gerekli smirlar igerisinde kaldigimin dogrulanmastyla birlikte, Slgtimlerde gegerli kalibrasyon
fonksiyonunun diginda kalan sonuclarn tespit edilmesi durumunda, gegerli kalibrasyon
fonksiyonu bu sonuglar kullamlarak genisletilebilir.

Islevsellik testi
MADDE 30- (1) Islevsellik testi, yetkili laboratuar tarafindan yapilir.

(2) Kalibrasyon fonksiyonu ve degiskenlik performans testleri yapilmadan &nce
islevsellik testleri uygulanir.

3 Asagldaki tabloda gosterilen islevsellik testi, KGS2 deki islevsellik testi ile aym
olup, 15 inci maddeye gore yapilir. KGS2’deki islevsellik testine ilave olarak etkilesim ve
sistemin sifir ve span kayma ayar denetimleri de yapilir.
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a) Etkilesimler kapsaminda; izlenen kalibrasyon gazlari, birbiriyle etkilesime sebep
olacak gazlar igermez.

b) Sifir ve span kayma denetimi kapsaminda; sifir ve span testleri yapilir ve KGS3
temel alinarak kayma degerlendirilir.

(4) Islevsellik test raporunda herhangi bir maddede uygunsuzluk olmasi halinde
SRM’lerile yapilacak olan paralel olgiimlere gecilmez. Isletme tarafindan uygunsuzlugun
giderilmesini miiteakip SRM’ler ile paralel §lgiimlere baglanur.

SRM’ler ile paralel dl¢iimler

MADDE 31- (1) Islevsellik testi tamamlandiktan sonra, kalibrasyon fonksiyonunun
belirlenmesi i¢in SRM’lerle paralel dl¢timler yapilir.

(2) SRMler ile paralel lgimler 16 inc1 maddeye gore yapilir. Ancak YGT’de bir SRM
ile en az bes adet karsilagtirmali 6l¢iim gergeklestirilir.

(3) Her bir 6lctimiin numune alma siiresi, ilk KGS2’de kullamlan sire ile aym olmak
zorundadir.

(4) Ornekleme stiresi bir saatten daha kisa ise her bir Smegin baslatilmasi arasindaki
zaman aralid1 bir saatten daha uzun olur.

Verilerin degerlendirilmesi

MADDE 32-(1) Verilerin hazirlanmas:

a) Kalibrasyon fonksiyonunu olusturmak ve degiskenlik testini uygulamak igin gerekli
veriyi saglamak maksadiyla agagidaki akis semast takip edilir. Bu semada daire igerisindeki her
bir rakam islem basamak sirasim gosterir.



SRM 1 SEOS

,v:?\’ . Birimler arasindaki doniigtiirme
(Omnek: mA - mg/m’)
v
'Xi
Kalibrasyon fonksiyonunu
@ kullanarak kalibre edilmis
degerin hesaplanmasi
M
Y
SRM ekipmani
kullanar ak standart 0 . I Isletme ekipmani kullanarak
sartlara donme N/ &% standart sartlara donme
Yo | > degiskenlik testi ve + | Vg
kalibrasyon
fonksiyonu Gegerli kalibrasyon
@“\; fonksiyonunun
- dogrulanmas1
b

Kalibrasyon dizisinin genisletilmesi

1) SEOS’de olgiilen her bir x; sinyali, 19 uncu maddeki kalibrasyon fonksiyonu ile
kalibre edilmis §; degerine doniigtlirilir.

2) ( §;) basing, sicaklik, oksijen, nem ile SEOS’den elde edilen degerler kullanilarak
standart sartlara ( ¥is ) gevrilir.

3) YGT 6lgiim sonuglars; yeni bir kalibrasyon fonksiyonu KGS2 belirlemek igin en son
yapilan kalibrasyonla birlikte kullanilmaz. Ancak bunlar gegerli kalibrasyon fonksiyonu
genisletmek i¢in kullanulabilir.

Degiskenligin hesaplanmasi
MADDE 33- (1) YGTdeki degiskenlik, KGS2 igin bu Tebligin 21 inci maddesinde
tarif edilen yontemle hesaplanir.

Degiskenlik testi ve kalibrasyon fonksiyonunun gecerliligi
MADDE 34- (1) Degiskenlik testi, sp<l,500ky esitsizlifinin gerceklesmesi halinde
gegerli kabul edilir.

(2) Farkh sayilardaki paralel ¢lgiimlere uygulanan k, degerleri asagidaki tabloda
verilmigtir:



Paralel 6lgiilrvnlerin saylst e fass(N-1)
5 0,9161 2,132
6 0,9329 2,015
7 0,9441 1,943
8 0,9521 1,895

(3) Elde edilen degiskenlik, SEOS ve SRM’lerin tekrarlanabilirlikleri ile iliskili
belirsizlik 6gelerini kapsar. SRMlerin her tiirlii belirsizligini kapsamaz.

(4) SEOS’iin kalibrasyonu, asagidaki esitsizligin gergeklesmesi halinde gegerli kabul
edilir:

N
D < t0,95(N - 1)\/_%"' 0y

(5) Yukaridaki testlerden herhangi birinin bagarisiz olmasi halinde, basarisizigin
sebepleri tespit edilir ve diizeltilir. Bunu takiben alti ay igerisinde KGS2’ye gore yeni paralel
olgtimler uygulanarak raporlanir.

(6) YGT nin kalibrasyon fonksiyonu ve degiskenlik testi TS EN 14181 standardinin
EK G’sine gore yapilir.

Raporlama

MADDE 35- (1)YGT raporunda;

a) Isletme ve numune alma yerlerinin tammi ve fotografi,

b) Isletmenin isletim sartlarmin ve testler yapilirken isletmenin kullandig: yakitin veya

yakitlarin tanimi,

¢) Yetkili test laboratuvarlarimin ve Slglimleri yapan personelin isimleri,

¢) Yetkili test laboratuvarinin EN ISO/IEC 17025 akreditasyon belgesi ile Bakanliktan

almus oldugu yetki belgesi ve ekleri,

d) Kullamlan SEQS’tin tamm, 6lgtim aralifi ve konumu,

¢) Kullamlan SRM’nin bir tanimi, lgiim aralig, l¢iim belirsizligi ve olgum yapilan

standardin ad1 ile numarasi,

f) Paralel 6lgiimlerin tarihleri ve zamanlar,

g) SEOS ve SRM ile dlgiilen tiim degerler hakkindaki detayls veri,

g) Duyarlik ve kalibrasyonun gegerliligi igin test sonuglari,

h) Islevsel testin sonuglar:

yer almak zorundadir.

YEDINCI BOLUM
SEQS’iin Yonetimi

SEQS Dosyast

MADDE 36 - (1) Isletmede SEOS’ten sorumlu kigi tarafindan dizenlenen ve
giincellestirilen tim bilgiyi igerecek sekilde 6zel dosya olusturulur ve dosyasinda asagidaki
bilgi ve belgeler bulunur:

a) Tamtma Karti; SEOS tesliminden sonra olusturulur ve asagidaki 6geleri gosterir:

1) SEOS’{in tanitimi,

2) Imalatgimin ve/veya tedarikginin ismi.

3) Garanti siiresinin bitig tarihi.

4) Hizmete baglama tarihi.

5) Bakim, onarim, isletme ve kalibrasyon yéntemleri i¢in orijinal kullanim kitapetklari.



b) Takip kartinm giincelligi SEQS ile gorevlendirilmis kisi tarafindan korunur ve bu

kart agafidaki belgeleri igerir:

1) SEOS’ii etkileyen kurulum, kalibrasyon, koruyucu bakim, hatalar, diizeltici bakim,
degistirme, resmi kurumdan alinmig elektrik kesinti giin ve saatlerini gosterir belge ve devre
dist birakma tarihleri,

2) SEOS ile ilgili tespitler ve sonuglar,

3) SEOS’e miidahale eden kisinin adi, soyadi ve imzasi.

¢) SEOS ile gorevlendirilmis kisi tarafindan SEOS’e yapilacak her tiirlii miidahalenin
sorumlu isletme y6neticisi tarafinda onaylandigim gosterir formlardan olusan tasdik raporu

¢) SEOS ile gorevlendirilmis kisi tarafindan, izlenen kalibrasyonlarin kaydedildigi
kalibrasyon raporu,

d) SEOS ile goreviendirilmis kisinin sorumlulugu altmda imalatg1, kullanic1 veya
bakim béliimii tarafindan gerceklestirilen herhangi bir miidahalenin belgelendigi ve muhafaza
edildigi miidahale raporu,

(e) SEOS igin gérevlendirilmis kisilerin, tedarikgi firma ve/veya iiretici firma tarafindan
verilen teorik ve pratik egitimleri aldigim gosterir belgeler,

(f) SEOS igin gorevlendirilmis kisilerin, KGS1, KGS2, KGS3 ve YGT raporlan ile
cihazlarin kalibrasyon ve bakim islemlerine ait tuttugu her tiirlii kayit ve belge,

(2) Tesisin isletme siiresi, gfinliik, yanm saatlik ve gegerli kilman yarim saatlik
ortalamalarin sayisi, gegerli kalibrasyon araligi digindaki degerlerin sayisi, kalibrasyon
fonksiyonunun gegerli olmadig1 zaman araliklar1 dosyalanir.

(3) Isletme, her tiirlii kayit, bilgi ve belgeyi bes yil siireyle muhafaza etmek ve
denetimlerde, denetim gorevlilerine ibraz etmek zorundadr.

SEQS’den ahnan verilerin kaydedilmesi ve degerlendirilmesi

MADDE 37 - (1) SEOS’den alinan verilerin elektronik veri degerlendirme sistemine
iletilmesi, kaydedilmesi ve degerlendirilmesi zorunludur.

(2) SEOS’te kullamlan analizérlerle diger lgiim cihazlari, veri toplama sistemine dijital
baglant1 protokollerinden herhangi biri ile baglanmak zorundadir. Isitmali hat sicaklik kontrolii
i¢in analog sinyaller kullanilabilir.

(3) Elektronik veri degerlendirme sistemi, ham, standartlagtinlmug, geerli kilinmis ve
ortalama 6l¢tim sonuglarim igerir.

(4) Elektronik ortamda kaydedilmis veriler, gerekli hallerde yazih ¢ikti olarak da
almabilir.

(5) Tesis ¢ahsir durumda iken elde edilen tim 6lgiim degerleri aminda kaydedilir.
Tesisin faaliyet konusu geregi ¢alismadign durumlar haricinde, dlgiim sistemi kapatilamaz ve
tesisin ¢alismadig1 durumlardaki veriler de kaydedilir.

(6) Olgiim sonuglar: konsantrasyon olarak kaydedilir.

(7) Olgiim degerleri, maksimum 10 saniyelik ortalama degerler olarak kaydedilir.

(8) Oksijen, sicaklik, basing, nem gibi referans miktarlar yanim saatlik ortalamalar
seklinde olusturulur.

(9) Ortalamalarin olusturulmasi, tim olgiim degerleri aym referans zamani igin
gergeklestirilir.

(10) Sanayi Kaynakli Hava Kirliliginin Kontroli Y&netmeligine gore karsilagtuma
yapabilmek i¢in yarim saatlik, saatlik, giinlik, 48 saatlik, aylik ve yillik ortalamalar alinur.

(11) Yarim saatlik ortalamalar, basing, nem, sicaklik standardizasyonu ve oksijen
kullaniminin hesaplanmas ile standartlastinlmis yanmsar saatlik ortalamalara gevrilir.

(12) Gegerli kilinmis ortalamalar, kalibrasyon esnasinda belirlenen standart sapmalarin,
standartlastirilmis ortalamalarindan ¢ikarilmastyla belirlenir.



(13) Gegerli kilinmig yarm saatlik ve giinlik ortalamalar tarih ve zaman ile birlikte
kaydedilir.

(14) SEOS’deki ariza ya da bakim nedeniyle, bir giinde alt: saatten daha fazla siireli
ortalama degerlerin gegersiz oldugu giin verile rinin tamami g egersiz sayilir. Bu sebeple,
isletmenin bir yilda faal olarak ¢aligtig1 giin sayst yil igindeki toplam giin sayisiun yiizde %
95’inden az olamaz.

(15) Sifir ve span kontrolleri, tarih ve saat bilgisi ile belirtilecek; ancak, bu degerler
ortalamalara katilmayacaktir.

SEKIZINCI BOLUM
SE(OS’iin Cevrimici izlenmesi

Cevrimici (On-Line) izleme
MADDE 38 —(1) SEQS’te kullamlan analizorlerle diger Slgiim cihazlari veri toplama
sistemine dijital baglanti protokollerinden herhangi biri ile baglanmak zorundadir.
Gerektiginde yetkili kurum tarafindan ¢evrimici izleme yapabilmesine imkan saglamr.
(2) Raporlama ve kontrol bilgilerinin, veri tabamna kaydedilen verilerden kolayca
alinabilmesi saglanur.
(3) Cevrimigi (on-line) veri kaybini engellemek igin gii¢ kaynag: (UPS) kullanihr.
4y SEOS, ¢evrimigi olarak alinan ham verilerin alinmasi, toplanmasi,
degerlendirilmesi ve uzun siireli saklanmasim saglayacak gerekli donamma sahip olmak
zorundadir.
(5) SEOS, Bakanlik 6zel agina (VPN) baglanabilecek yapida tasarlanmak zorundadir.
((1621 Kullantlan veri toplama yazilimi, veri giivenligini saglayacak sekilde tasarlanmak
zorundadir.

MADDE 39 - (1) SEOS%in cevrimici izlenmesi ile ilgili diger hususlar Bakanlik
tarafindan yayimlanacak genelge ile belirlenir.

DOKUZUNCU BOLUM
Diger Hiikiimler

Muafiyet

MADDE 40 — (1) Bu Tebligin yayimlanmasindan énce kurulmus olan SEQS’ler, bu
Tebligin 13 iincii maddede belirtilen KGS1 ozelliklerini saglammyor olsa dahi, fizibilite
raporunun Valilik tarafindan onaylanmasindan sonra, sistemin KGS2 ve KGS3’deki
yeterlilikleri saglamas: halinde kullanilabilir.

(2) SEOS, KGS2 ve KGS3'deki yeterlilikleri saglamiyor ve gerekli degisikliklerin
yapilmasma da uygun degilse, meveut sistem iptal edilerek, sistemin, bu Tebligdeki sartlara
uygun olarak bir 1l igerisinde yeniden kurulmasi gerekir.

GECICI MADDE 1 - (1) Bu Tebligin yiriirlige girig tarihinden itibaren, 37 inci
maddenin onddrdiincii fikrasinda yer alan % 95°lik oran, 31/12/2013 tarihine kadar % 80,
2014 yili igin % 85, 2015 yilt igin % 90, 1/1/2016 tarihinden itibaren % 95 olarak uygulanur.

Yiiriirliik
MADDE 41— (1) Bu Teblig yayimi tarihinden itibaren bir y1l sonra yiirtirlige girer.

Yiiriitme
MADDE 42 — (1) Bu Teblig hiikiimlerini Cevre ve Sehircilik Bakam yuriitir.



EK-1

SEOS STANDARD REFERANS METOTLARI

STANDARD
NO

YAYINLANDIGI
TARIH

STANDARD ADI

TS EN 14790

2006

Sabit kaynak emisyonlari - Bacalarda su buhan
tayini

TS EN 14791

2006

Sabit kaynak emisyonlar - Kiikiirt dioksit kiitle
derigiminin tayini - Referans metot

TS EN 14792

2006

Sabit kaynak emisyonlari - Azot oksitlerin (NOx)
kiitle derigiminin tayini - Referans metot -
Kemiluminesans

TS EN 15058

2006

-1 Sabit kaynak emisyonlar1 - Karbon monoksit (CO)

kiitle derisiminin tayini - Referans metot: Yayilma
ozelligi olmayan kizi] 6tesi spektrometri

TS EN 13284-1

2003

Sabit kaynak emisyonlar: - tozun diigiik
Araliktaki kiitle derigiminin tayini
Béliim 1: manuel gravimetrik metot

TS ISO 9096

2004

Sabit kaynak emisyonlar1 - Tanecikli maddenin
kiitle derigiminin elle tayini

TS EN 13526

2003

Sabit kaynak emisyonlari - ¢ézticti kullanilan
Islemlerden kaynaklanan baca gazlarinda
Gaz halindeki toplam organik karbonun kiitle
Derigiminin tayini - stirekli alev iyonlagma
Detektor metodu

TS EN 12619

2001

Sabit kaynak emisyonlan-baca gazlannda diisiik
derisimlerde bulunan gaz halindeki toplam organik
karbonun kiitle derisiminin tayini-alev iyonlastirma
dedektorii kullamlan siirekli metot

1SO 15713

2006

Sabit kaynak emisyonlar1 —~ Gaz halindeki floriir
iceriginin 6rneklenmesi ve tayini

TS EN 1911

2010

Sabit kaynak emisyonlar: -HCI olarak tanimlanan
gaz halindaki kloriirlerin kiitle konsantrasyonunun
tayini - Standard referans yontem

TS ISO 10780

1999

Nokta kaynak emisyonlari —borulardaki gaz
akiglanmn hiz ve debisinin 8l¢tilmesi

TS EN 14789

2006

Sabit emisyon kaynaklari - Oksijenin
(O<(indeks)2>) hacim derigiminin tayini - Referans
metot - Paramanyetizma
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Siirekli Emisyon Ol¢iim Sistemi
Fizibilite Raporu

Isletme ] iSLETMENiN ADI
Logosu (ISLETMENIN ADRESI)
(varsa)

FAALIYETI/FALIYETLERI

Hazirlayan

(Unvan)

Tarih

Siirekli Emisyon Ol¢iim Sistemleri Tebligi Ek-2




1. ISLETME BiLGIiLERI

................................... 11, ilgesi, Beldesi,
................................ Koy, ..ceevvvveeeeenennn..... mevkiinde, tapunun ...............eoe.e. pafta, oo
ada, .....ccoceeeenill parsel numarasinda kayitly, ... m? yiizélgimlii alan iizerinde,

.................................. m? yuzélgimli kapali alanda yer almaktadir. Isletme
............................................ konu/konularinda faaliyet gostermekte olup,
.......................................... adet bacada Siirekli Emisyon Ol¢tim Sistemi bulundurmas:
zorunlu olarak ............ il Cevre ve Orman Miidiirliigiine bagvuruda bulunulmustur. Isletme

yukarida belirtilen adreste bina sahibi/kirac: olarak faaliyet gostermektedir.

2. Faaliyetin Cevre Kanununca Ahnmasi Gereken izin ve Lisanslar Hakkinda

Yoénetmeligin Ek-1 ve Ek-2’ye gore yeri,

3. Olgiilen Emisyon parametrelerinin derisim ve kiitlesel debi i¢in ilgili
yonetmeligindeki yeri ve limit dederleri, referans oksijen diizeltme yiizdesi

4.) Kullamilan yakitlarm;
a) alt ve iist 1s1l degerleri,
b) yakat tiirleri
¢) yakitlarin temin edildigi yerler,
d) tiretim prosesinde kullanilan yakitin toplam yillik tiiketim miktari,
€) kiukiirt, kiil, ugucu madde ve nem yiizdeleri,

5.) Tesiste kullanilan her bir yakma kazammnin teknik 6zellikleri, 11l gii¢ ve anma 1s1l gii¢
degerleri ve iiretim prosesinin toplam 1s1l giicit

6. ) Uretimde birim {iriin basina kullanilacak elektrik enerjisi miktari,

7.) Seés Bulunan Uniteye Ait Is Akim Semalar1 ve Proses Ozetleri

Unitesine ait kisa proses 8zeti:

-~ ™

Not: SEOS bulunan s6z konusu liniteye ait bacanimm/bacalarin boy, ¢ap ve ig
¢ap buylikliikleri,baca GPS koordinatlari,baca zemininin rakimi ile ilgili
bilgilerin bulunmas1 zorunludur.




8.) Sekil-1: Baca iizerinde numune alma diizlemi ve numune alma noktalarinin agik ve net
olarak ¢izilmis sekli ve resmi,

~ N
- RESIM-1
(resim ve sekilin herbiri 72 A4 \
boyutunda olacaktir.)
SEKIL - 1

N\ /

9.) Sekil-2: Caligma platformunun baca iizerindeki konumunun net olgiitleri ile birlikte
verilmig gekli ve net fotografi

RESIM -2
(resim ve sekilin herbiri 72 A4 N

boyutunda olacaktir.)
SEKIL - 2

<

10.) Sekil-3: Analizor kabininin yeri ve numune alma noktasina olan uzaklig1 gosterir sekli
ve analizor kabinin fotografi

RESIM-3

(resim ve sekilin herbiri 72 A4 >

boyutunda olacaktir.)
SEKIL - 3




11.) SEOS Takili Baca/ Bacalar ait Fotograflar

Baca-1

SEOS Bulunan
Bacanin Dis
Goriiniisiine ait
resim-1(ortalanmis
A4’e basih olarak
yaklasik 190 mm X 250
mm )

Resim 11.1 SEOS Kurulu Bacaya ait Dig Griiniisti 1



Farkh acidan SEOS
Bulunan Bacanin Dis
Goriiniisiine ait resim-2
(ortalanms A4’e basih
olarak yaklasik 190 mm
X 250 mm )

Resim 11.2 SEOS Kurulu Bacaya ait Dis Goriiniist

12 ) SEOS Tebligi Madde 14’de yer alan cihaz sertifikalari

13.) ONAY
YETKILININ ADLSOYADLTARIH, IMZASI



